AMOLED LTPS缺陷檢測技術
本篇文章針對AMOLED(Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode)顯示器，背板LTPS(Low Temperature Poly- silicon)材料之ELA(Excimer Laser Annealing)結晶化關鍵製程，使用全域式影像橢偏量測方式，對LTPS結晶化特性進行量化分析。以協助改善結晶化製程之均勻性的問題，並具有即時監控樣品優劣的功效，可回饋製程以降低不良品的損失及生產成本，提升產業競爭力。 
